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Dotyczy: postepowania przetargowego na dostawe elipsometru - nr sprawy
F2/28/2024/zpP.

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ustawy Prawo
zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pd6in.
zm.) przekazuje tes¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie 1.

W punkcie 9.1 wymagajq Parnstwo skupienia wiqzki pomiarowej do Srednicy
minimum 200 um (krétka os).Oferujemy system o zakresie spektralnym od 193nm do
2500nm i opcjq skupiajgcq wiqgzke, jednak taka konfiguracja systemu ze wzgledu na
uzytq lampe po stronie Zrédta swiatta pozwala na skupienie wigzki pomiarowej do
Srednicy 300 um (krotka o0s), co jest wystarczajgcq wartoSciq przy wiekszosci
zastosowan. Czy zaakceptujg Panstwo takie parametry? Jednoczesnie prosimy
o odpowiednig zmiane podpunktu 9.1 Zatgcznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy akceptuje zaproponowane parametry i dokonuje zmian zapiséw w:

I.  Zataczniku nr 1 do SWZ w punkcie 9 Ukfad optyczny w ppkt 9.1, ktérego
dotychczasowe brzmienie:

»,9.1 Uktad pozwalajgca na skupienie wigzki pomiarowej do Srednicy
minimum 200 um (krétka o0s).,”

otrzymuje brzmienie:

,9.1 Uktad pozwalajaca na skupienie wigzki pomiarowej do $rednicy
minimum 300 pm (krétka 0$).”
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. Zataczniku nr 1 do SWZ w tabeli Parametry punktowane, poprzez usuniecie
punktu 3. Ukfad optyczny pozwalajgca na skupienie wigzki pomiarowej do
$rednicy co najwyzej 200 um (krétka os).

Uwaga!

— Zmiany zostaty wprowadzone w dostepnych zatgcznikach w formacie Word jako
- Aktualne zataczniki

— Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzisze zmiany podczas sporzadzania
i sktadania ofert.

— Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng
czescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.
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